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１．概要（Summary） 

歪は様々な材料の特性に大きな影響与えることが知ら

れている。Si や酸化物などでは歪による、特性の向上が

行われている。近年、REBCO 薄膜において人工ピンニ

ング点による歪が特性を低下させることが報告されている。

しかし、基板による歪が REBCO 薄膜に与える影響は詳

細に調べられていない。今回、異なる格子定数を有する

基板上の REBCO 薄膜の歪を評価するため、名古屋大

学 先端技術共同研究施設の XRD装置を利用した。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 薄膜 X線回折装置 

【実験方法】 

REBCO 薄膜は微小角入射 XRD 法により、面内格子

定数を評価した。逆格子マッピング測定により、面直およ

び面内方向の格子定数を見積もり、歪の定量的な測定を

行った。逆格子マッピング測定では格子点の広がりも評

価するため、入射側に Ge(220)2 結晶を用いて CuKα2

線の除去を行った。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1 に REBCO 薄膜の逆格子マッピングを示す。

REBCO 薄膜/金属基板では、単結晶基板上の薄膜と比

べて格子点が面内方向に広がりがあることがわかった。ま

た、REBCO 薄膜/金属基板の面内格子定数は、単結晶

基板上の薄膜と比べて長いことがわかった。以上のことよ

り、REBCO 薄膜/金属基板は、単結晶基板上の薄膜と比

べて大きな歪を受けていることが示唆される。今後、歪と

特性の関係を詳細に検討する。 

 

 

Fig. 1 Reciprocal space mappings for (a) REBCO 

film on single crystal substrate and (b) 

REBCO film on metal substrate. 
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